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Исследование концентрации элементов в дендритах алюминия проводилось при анализе распреде-
лений элементов вдоль линии сканирования, а также при локальном (точечном) определении концент-
рации в ветвях дендритов. Результаты представлены на рис. 5 и в табл. 3.

Распределение кремния вдоль линии сканирования L – LI, а также спектр, полученный из участка 
с наименьшим содержанием кремния, показывают, что в быстрозатвердевшей фольге заэвтектического 
силумина в алюминии содержится до 2 ат. % кремния. Для подтверждения этого результата был опре-
делен состав в нескольких аналогичных участках (см. табл. 3). 

Рис. 5. Микроструктура участка фольги в отраженных электронах (а), 
распределение кремния вдоль линии сканирования L – LI (б ),  

спектр рентгеновского излучения и состав в темном участке (в)
Fig. 5. Microstructure of an area of the foil in reflected electrons (a),

silicon distribution along the scanning line L – LI (b),  
X-ray spectrum and composition in the dark area (c)


